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Spektrofotometr } Xrlte

il Pro 2

owej generacji spektro-
Nfotometr il Pro 2 firmy

X-Rite otrzymat Red Dot
Award. Zostat wybrany sposrod
4500 produktéw, oceniony za
wtasciwosci komunikacyjne i za
koncepcje projektu. Nagroda
Red Dot jest uznawana na catym
Swiecie za symbol jakosci projek-
tu wyrdznionego nig rozwigzania.

Spektrofotometr i1 Pro 2 za-
pewnia zupefnie nowy poziom
doktadnosci pomiarow, wiekszg fa-
twos¢ uzytkowania i rozbudowany
zestaw zaawansowanych funkcji,
kompatybilnych z najnowszymi
standardami w zakresie pomiaréw
barwy. Oferuje m.in. nowe rozwia-
zanie iluminantu, pozwalajgce na
uzyskanie trzech standardowych
warunkow oséwietlenia (ISO 13655
MO: Tungsten; ISO 13655 M1.:
D50 oraz ISO 13655 M2: UV-cut)
i optyczng kompensacje jasnosci
(OBC), bez koniecznosci wymiany
filtra czy zastosowania dodatkowe-
g0 urzadzenia.

Rozbudowana funkcja kom-
pensacji wptywu wybielaczy
optycznych pozwala na dokfad-
niejsze profilowanie w oparciu
0 wspotczesnie stosowane podto-
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za drukowe. Dzieki niej uzytkow-
nicy moga w bardziej wiarygodny
sposob przewidzie¢ wyglad barw
wydrukowanych na podfozu za-
wierajgcym wybielacze optyczne,
biorgc pod uwage rézne warunki
os$wietlenia — wszystko przy uzyciu
jednego, recznego urzadzenia.

Wbudowany czujnik detek-
cji pozycji umozliwia precyzyjny
proces skanowania hawet w przy-
padku specjalnych podtozy i dru-
karek o niskiej rozdzielczosci.
Pozwala bowiem na pomiar skali
barw o rozmiarze minimalnym
7 mm w trybie recznym, zapew-
niajgc jednoczesnie podwojny
pomiar w warunkach OBC, M1
i M2. Nowa dioda LED informuje
uzytkownika o przebiegu procesu
pomiaru i dostarcza informacji
o statusie urzgdzenia, znacznie
poprawiajgc komfort pracy. Nowy,
ergonomiczny projekt spek-
trofotometru zwieksza funkcjo-
nalnosc, elastycznos¢, czystose,
bezpieczenstwo i poprawia warun-
ki jego przechowywania.

Firma X-Rite zadbata takze
0 wyzszg stabilno$¢ temperatury
i wyzszy poziom jasnosci, popra-
wiajagcy pomiary w $wietle emito-

wanym. W efekcie urzgdzenie po-
zwala na niezwykle doktadng kali-
bracje i profilowanie monitoréw czy
projektorow. Nowa technologia
kalibracji opartej na dtugosciach
fali umozliwia przeprowadzenie
samodiagnozy optycznego od-
chylenia w odniesieniu do czujnika
podczas kalibraciji bieli (dodatkowo
dostepne s3 funkcje automatycznej
korekty i powiadomien).

Konserwacja i ochrona no-
wego il Pro 2 jest tatwiejsza niz
kiedykolwiek wczesniej. Podobnie
rzecz sie ma z bezpieczenstwem
samej inwestycji. Samoczysz-
czgca szybka chronigca uktad
pomiarowy i pokrywa systemu ka-
libracji dodatkowo chronig przez
kurzem i brudem.

W potaczeniu z niedawno
wprowadzonym na rynek opro-
gramowaniem do profilowa-
nia i1Profiler v 1.3, bedacym
owocem bogatych doswiadczen
firmy X-Rite, nowy pakiet i1 Pro 2
sktada sie z czterech roznych pro-
duktéw. Wychodza one naprzeciw
potrzebom i oczekiwaniom firm
z segmentow fotografii cyfrowej,
prepressu, druku cyfrowego i wy-
dawniczego.

Na http://www.swiatdruku.eu/Konkurs gtosuj na spektrofotometr i1lPro2 X-Rite
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